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第1章 例程演示内容

1.1 测试内容

1. 寄存器默认值

2. Slave接收数据，Master发送数据

3. Slave发送数据，Master接收数据

4. 在 10-bit Address Mode下收发数据（Master发，Slave收）

5. 使用 DMA方式，Master发，Slave收
6. 使用 DMA方式，Slave发，Master收
7. 使用中断方式收发数据

8. Master General Call功能

1.2 环境配置

1.2.1 软件环境

1.2.1.1 待测代码

测试工程文件：

<PAN1080-DK>\03_MCU\mcu_samples_hal\I2C\keil\I2C.uvprojx

测试源文件目录：

<PAN1080-DK>\03_MCU\mcu_samples_hal \I2C\src

1.2.1.2 软件工具

1、SecureCRT（用于显示 PC与 EVB的交互过程，打印 log等）

2、KingstVIS（逻辑分析仪 LA1010配套软件）

1.2.2 硬件环境

1、PAN1080 EVB 2块

a) UART0（测试交互接口，TX: P00，RX: P01，波特率：921600 ）

b) I2C0（待测模块，SCL: P15，SDA: P14）

c) SWD（用来调试和烧录程序，SWDCLK: P46，SWDIO: P47）

2、逻辑分析仪（波形抓取工具）

3、JLink（SWD调试与烧录工具）
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第2章 例程演示流程

2.1 环境说明

2.1.1 测试程序编译烧录

打开测试工程，确保可以编译通过。

2.1.2 硬件接线

接线方面，需要：

1. 将 EVB板的 TX0连接 P00、RX0连接 P01，USB->UART与 PC连接；

2. 将 I2C0（待测模块）的 SCL/SDA（P15/P14）与 I2C0（辅助测试模块）的 SCL/SDA（P15/P14）
相连。

2. 将 I2C0（待测模块）的 SCL/SDA（P15/P14）与逻辑分析仪相连。

2.2 I2C工作流程

参考 User Manual文档。

2.3 测试程序初始化

硬件连线完成并烧录测试程序后，EVB上电，观察串口是否正常打印测试主菜单。

2.4 基本功能验证

2.4.1 I2C所有寄存器默认状态

在主菜单下，输入‘0’命令 打印所有寄存器默认值：
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测试目的：

检查所有 I2C相关寄存器复位 Default值状态。

测试预期：

寄存器默认值应和 Datasheet上 I2C模块默认值一致。

测试现象：

测试分析：

测试程序将读到的寄存器值与预期值相比较，发现完全一致，于是打印检查通过的 Log，符

合预期。

2.4.2 I2C Slave接收数据，Master发送数据

测试目的：

验证 I2C作为 Slave收、Master发功能是否正常。

测试预期：

收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘1’命令，进入 Slave数据接收流程，准备接收 EVB 2发来的数据。

再操作 EVB 2，输入‘4’命令，进入Master数据发送流程，向 EVB 1发送数据(0X0~0X1F)，
此时发现 EVB 1打印出接收到的数据。

测试分析：

I2C接收端（EVB 1）先进入 Slave接收流程，等待发送端发送地址和数据；随后，发送端

（EVB 2）进入 Master发送流程，向接收端发送 32 Bytes 数据。由接收端 Log 可知，其成功接

收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.3 I2C Slave发送数据，Master接收数据

测试目的：

验证 I2C作为 Slave发、Master收功能是否正常。

测试预期：
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收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘2’命令，进入 Slave数据发送流程，准备向 EVB 2发送数据。

再操作 EVB 2，输入‘3’命令，进入Master数据接收流程，接收 EVB 1发来的数据，此时

发现 EVB 2打印出接收到的数据。

测试分析：

I2C发送端（EVB 1）先进入 Slave发送流程，等待接收端发送过来的数据请求；随后，接

收端（EVB 2）进入 Master 接收流程，向接收端请求接收 32 Bytes 数据。由接收端 Log可知，

其成功接收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.4 I2C Master接收数据，Slave发送数据

测试目的：

验证 I2C作为Master收、Slave发功能是否正常。

测试预期：

收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 2，输入‘1’命令，进入 Slave数据接收流程，准备接收 EVB 1发来的数据。

再操作 EVB 1，输入‘4’命令，进入Master数据发送流程，向 EVB 2发送数据(0X0~0X1F)，
此时发现 EVB 1打印出接收到的数据。

测试分析：

I2C接收端（EVB 2）先进入 Slave接收流程，等待发送端发送地址和数据；随后，发送端

（EVB 1）进入 Master发送流程，向接收端发送 32 Bytes 数据。由接收端 Log 可知，其成功接

收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.5 I2C Master发送数据，Slave接收数据

测试目的：
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验证 I2C作为Master发、Slave收功能是否正常。

测试预期：

收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘2’命令，进入 Slave数据发送流程，准备向 EVB 2发送数据。

再操作 EVB 2，输入‘3’命令，进入Master数据接收流程，接收 EVB 1发来的数据，此时

发现 EVB 2打印出接收到的数据。

测试分析：

I2C发送端（EVB 2）先进入 Slave发送流程，等待接收端发送过来的数据请求；随后，接

收端（EVB 1）进入 Master 接收流程，向接收端请求接收 32 Bytes 数据。由接收端 Log可知，

其成功接收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.6 I2C 10-bit Address Mode下收发数据

测试目的：

验证 I2C 10-bit Address Mode下工作是否正常。

测试预期：

10-bit Address Mode下收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘6’命令，进入 Slave数据接收流程（10-bit Address），准备接收 EVB
2发送过来的数据。

再操作 EVB 2，输入‘5’命令，进入Master数据发送流程（10-bit Address），向 EVB 1发
送数据，此时发现 EVB 1打印出接收到的数据。

测试分析：
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I2C接收端（EVB 1）先进入 Slave接收流程，等待发送端发送过来的数据；随后，发送端

（EVB 2）进入 Master发送流程，向接收端发送 32 Bytes 数据。由接收端 Log 可知，其成功接

收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.7 I2C 使用 DMA方式，Master发，Slave收

测试目的：

验证 I2C DMA方式下，Master发送数据、Slave接收数据是否正常。

测试预期：

收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘8’命令，进入 Slave数据 DMA方式接收流程，准备接收 EVB 2发
送过来的数据。

再操作 EVB 2，输入‘7’命令，进入Master数据 DMA方式发送流程，向 EVB 1发送数据，

此时发现 EVB 1打印出接收到的数据。

测试分析：

I2C接收端（EVB 1）先进入 Slave DMA接收流程，等待发送端发送过来的数据；随后，发

送端（EVB 2）进入Master DMA发送流程，向接收端发送 256 Bytes数据。由接收端 Log可知，

其成功接收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.8 I2C 使用 DMA方式，Master收，Slave发

测试目的：

验证 I2C DMA方式下，Master接收数据、Slave发送数据是否正常。

测试预期：



文档说明系列

PAN1080 HAL I2C Sample

10

收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘D’命令，进入 Slave数据 DMA方式发送流程，准备向 EVB 2发送

数据。

再操作 EVB 2，输入‘C’命令，进入Master数据 DMA方式接收流程，接收 EVB 1发送过

来的数据，此时发现 EVB 2打印出接收到的数据。

测试分析：

I2C发送端（EVB 1）先进入 Slave DMA发送流程，等待向接收端发送数据；随后，接收端

（EVB 2）进入Master DMA接收流程，向发送端请求发送 32 Bytes数据。由接收端 Log可知，

其成功接收到发送端发来的数据，符合预期。

2.4.9 I2C 使用中断方式收发数据

测试目的：

验证 I2C在中断方式下收发数据是否正常。

测试预期：

收发数据均正常。

测试现象：

先操作 EVB 1，输入‘B’命令，进入 Slave数据中断方式收发流程，准备响应 EVB 2发送

过来的发送或接收数据请求。

再操作 EVB 2，输入‘A’命令，进入Master数据中断方式收发流程，其先向 EVB 1发送

一段数据，然后再向 EVB 1请求接收一段数据。观察发现 EVB 1和 EVB 2分别打印出接收到的

数据。
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测试分析：

Master端 Log打印发送和接收数据。Slave端 Log打印接收数据。Log数据在中断回调函数

中打印，会打断命令提示 Log。

由 Log可知，收发数据，符合预期。

2.4.10 I2C Master General Call功能

测试目的：
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验证 I2C Master General Call功能是否正常。

测试预期：

使用Master General Call可以正常广播数据。

测试现象：

先操作 EVB 2，输入‘1’命令，进入 Slave数据接收流程，准备接收 EVB 1的广播数据。

再操作 EVB 1，输入‘9’命令，进入Master General Call发送数据流程，向总线广播数据，

此时发现 EVB 2打印出接收到的数据。

使用逻分抓取当前波形，可以看到Master实际上是在向 0x00地址发送数据：

测试分析：

I2C接收端（EVB 1）先进入 Slave接收流程，等待发送端发送地址和数据；随后，发送端

（EVB 2）进入Master General Call发送流程，其向总线广播数据（实际上是向 0x00地址发送数

据）。由接收端 Log可知，其成功接收到发送端发来的数据，符合预期。
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第3章 注意事项

1、例程中演示的 I2C通信速率较慢（仅 100K左右），若希望以更高的速度通信，则有以下

注意事项：

A、 I2C模块所在的 APB总线时钟频率可能需要提高，否则驱动初始化（I2C_Init）过程

中可能会返回 false。

B、 I2C IO 设置为禁用内部上拉电阻，并在电路上外挂较小的上拉电阻。原因是芯片内

部上拉电阻阻值较大，充放电时间会比较久，从而导致通信频率与预期偏差较大。

2、 DMA方式下， I2C设置的 I2C发送接收 triglevel等级需与 I2C通道的 burstlenth设置的一

致，否则在接收数据的情况下可能出现丢失数据的情况，例如：

A、 I2C_IICReceiveDataLevel(I2Cx, I2C_RX_TL_3); I2C_RX_TL_3表示 4个数据触发 IIC
请求

B、 TxConfigTmp1.BurstLenSrc = DMAC_BurstLen_1;1次 I2C请求传输一个宽度数据

以上 A、B配置在传输 20个字节的 case下，I2C端最后 3个数据残留在 IIC FIFO 中不能触

发 IIC请求，导致丢失。
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